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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体を支持するテーブル部と、
前記テーブル部に支持された被検体の周囲にＸ線発生装置及び前記Ｘ線発生装置に対向し
て配置されたＸ線検出器とを前記被検体の体軸方向に沿った撮影範囲を２方向に往復的に
回転走査させる往復ヘリカルスキャンによって、当該撮影範囲に対し複数回のヘリカルス
キャンを行うことにより前記被検体の投影データを取得可能なスキャン部と、
前記複数回のヘリカルスキャンの総時間からなる設定条件をオペレータが入力可能な総時
間入力部及び前記複数回のヘリカルスキャンの回数からなる設定条件をオペレータが入力
可能な回数入力部を備えた入力装置と、
前記総時間が入力された場合に当該総時間に基づき前記複数回のヘリカルスキャンの回数
を計算し、前記回数が入力された場合は当該回数に基づき前記複数回のヘリカルスキャン
の総時間を計算する計算部と、
前記入力又は計算され、決定された前記総時間及び前記回数に基づいて前記往復ヘリカル
スキャンを制御する制御部と、
を有する放射線撮影装置。
【請求項２】
前記制御部は、ヘリカルスキャンの総時間をヘリカルスキャンの回数よりも優先して前記
スキャン部のヘリカルスキャンの制御を行う
請求項１に記載の放射線撮影装置。
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【請求項３】
前記入力装置は、前記複数回のヘリカルスキャンのテーブルの移動の方向が往復又はいず
れかの片道かの設定条件をオペレータが入力可能な入力部をさらに備える
請求項１または２に記載の放射線撮影装置。
【請求項４】
前記入力装置は、前記複数回のヘリカルスキャンのテーブル移動の加減速度からなる設定
条件をオペレータが入力可能な入力部をさらに備える
請求項１または３に記載の放射線撮影装置。
【請求項５】
前記制御部は、前記入力装置に改めて入力された設定条件に基づいてスキャンプロトコル
を変更し、前記ヘリカルスキャンを制御する
請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の放射線撮影装置。
【請求項６】
前記設定条件を表示する表示部をさらに有する
請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の放射線撮影装置。
【請求項７】
前記制御部は、前記設定条件に基づいて前記スキャン部のＸ線照射の制御を行う
請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の放射線撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置といった放射線
撮影装置、さらに詳しくは被検体についてヘリカルスキャンを行う放射線撮影装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ヘリカルスキャンを行うＸ線ＣＴ装置は、Ｘ線ＣＴ装置のスキャン部がＸ線源を被検体
の回りを回転させながら被検体にＸ線ビームを照射し、その回転と共に被検体を体軸方向
に移動させて、被検体のボリュームを走査する。そして、走査したデータに基づいて被検
体の断層面の画像を生成する。Ｘ線ＣＴ装置は、医療用途や産業用途などの広範な用途で
使用される。
【０００３】
　ヘリカルスキャンを行うＸ線ＣＴ装置においてヘリカルスキャンを行う場合には、テー
ブル部が被検体を支持し、そのテーブル部を撮影空間に移動させる。そして、テーブル部
が撮影空間に移動され、テーブル部が支持する被検体をスキャン部がスキャンする。ここ
では、Ｘ線ＣＴ装置のスキャン部は、被検体の体軸方向を中心にＸ線管とＸ線検出器とを
回転させて、螺旋状の複数のビュー方向に沿って被検体の周囲からＸ線管がＸ線を照射し
、それぞれのビュー方向に対応する投影データをＸ線検出器が投影データとして得る。そ
して、Ｘ線ＣＴ装置は、各ビュー方向からの投影データに基づいて、被検体の断層面の画
像を再構成して生成する技術が、特許文献１に開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３３６５２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、ヘリカルスキャンを行うＸ線ＣＴ装置の多くは、一方向のみのヘリカルスキャン
で１回の撮影が終了するものであった。しかし例えば、被検体に造影剤を投与して撮影を
行う場合、ヘリカルスキャンを行う箇所の被検体に造影剤が行き渡るのに所定の時間が必
要であるので、被検体に対するヘリカルスキャンを同じ撮影範囲に対し複数回行わなけれ
ばならない場合がある。
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【０００６】
　ところで、被検体に対してヘリカルスキャンを行う場合は通常、被検体を支持するテー
ブル部を被検体の体軸の方向に連続的に移動させる。そして、ヘリカルスキャンを同じ撮
影範囲に対し複数回行う場合はかかる移動を往復的に行わせてその回数分だけ行う。
【０００７】
　ここで、Ｘ線ＣＴ装置がヘリカルスキャンを行って、スキャン部が被検体の投影データ
を得る際は、そのスキャンはスキャンプロトコルにしたがって行われる。スキャンプロト
コルとは、例えば被検体のスライス位置、スライス厚、スライス開始位置、スライス終了
位置、Ｘ線管とＸ線検出器の回転速度、テーブル部の移動速度及び移動方向などがある。
【０００８】
　しかしながら、ヘリカルスキャンを往復させて行う際に、オペレータが設定できない固
定化された項目もあり、被検体に柔軟に対応したヘリカルスキャンを行うことができない
という問題があった。また、Ｘ線ＣＴ装置が往復ヘリカルスキャンを行う場合は、テーブ
ル部が移動するが、スキャンプロトコルの設定次第で、テーブル部の移動の際に被検体（
者）に対して不快感を与えることもあった。
【０００９】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、オペレータに対して被検体に柔軟に対応さ
せた往復ヘリカルスキャンを行うことができ、また、被検体（者）に対して往復ヘリカル
スキャンを行う際に不快感を与えないヘリカルスキャンを行う放射線撮影装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に関わる放射線撮影装置は、被検体を支持するテーブル部と、前記テーブル部に
支持された被検体の周囲にＸ線発生装置及び前記Ｘ線発生装置に対向して配置されたＸ線
検出器とを前記被検体の体軸方向に沿った方向に回転走査させ複数回のヘリカルスキャン
を行うことにより前記被検体の投影データを取得可能なスキャン部と、前記ヘリカルスキ
ャンのスキャンプロトコルの設定条件を入力可能な入力装置と、前記ヘリカルスキャンを
前記入力装置に入力された設定条件に基づいて制御する制御部と、を有する。
【００１１】
　好適には、前記入力部に入力される設定条件は、前記複数回のヘリカルスキャンの総時
間、または、ヘリカルスキャンの回数である。
【００１２】
　より好適には、前記制御部は、ヘリカルスキャンの総時間をヘリカルスキャンの回数よ
りも優先して前記スキャン部のヘリカルスキャンの制御を行う。
【００１３】
　さらに本発明に関わる放射線撮影装置において、前記入力部に入力される設定条件は、
前記ヘリカルスキャンを行うための前記テーブル部の移動の条件である。
【００１４】
　好適には、前記移動の条件は、移動の加減速度、移動の方向である。
【００１５】
　さらに、前記制御部は、前記入力装置に改めて入力された設定条件に基づいてスキャン
プロトコルを変更し、前記ヘリカルスキャンを制御する。
【００１６】
　好適には、前記設定条件を表示する表示部をさらに有する。
【００１７】
　さらに、前記制御部は、前記設定条件に基づいて前記スキャン部のＸ線照射の制御を行
う。
【００１８】
　本発明に関わる放射線撮影装置では、入力装置により被検体の体軸方向に沿った方向す
なわち、往復のヘリカルスキャンのスキャンプロトコルの設定条件を入力することができ
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る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に関わる放射線撮影装置は、入力装置により往復ヘリカルスキャンのスキャンプ
ロトコルの設定条件を入力することができるので、オペレータに対して被検体に柔軟に対
応させたヘリカルスキャンを行うことができ、また、被検体（者）に対して往復ヘリカル
スキャンを行う際に不快感を与えないようなスキャンプロトコルの設定条件を入力するこ
ともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１は、本発明にかかる実施形態の放射線撮影装置としてのＸ線ＣＴ装置１の全体構成
を示すブロック図である。
　図１に示すように、Ｘ線ＣＴ装置１は、走査ガントリ２と、操作コンソール３と、被検
体搬送部４とを有する。
【００２１】
　走査ガントリ２は、Ｘ線管２０とＸ線管移動部２１とコリメータ２２とＸ線検出器２３
とデータ収集部２４とＸ線コントローラ２５とコリメータコントローラ２６と回転部２７
とガントリコントローラ２８とを有する。走査ガントリ２においては、被検体搬送部４が
撮影空間２９でテーブルを移動させ、そのテーブルが支持する被検体をＸ線でスキャンし
て、その被検体の投影データをローデータとして得る。たとえば、走査ガントリ２は、造
影剤が注入された被検体を往復ヘリカルスキャンする。
【００２２】
　図２は、走査ガントリ２において、Ｘ線管２０とコリメータ２２とＸ線検出器２３の配
置関係を示す図である。
【００２３】
　図２に示すように、走査ガントリ２においては、被検体搬送部４のテーブル部上に載置
された被検体が搬入される撮影空間２９を挟むように、Ｘ線管２０とＸ線検出器２３とが
配置されている。図２では、Ｘ線管２０及びＸ線管２０に対向して配置されたＸ線検出器
２３とが被検体７の周囲の撮影空間２９を挟むように配置されている。そして、コリメー
タ２２が、Ｘ線管２０からのＸ線を成形するように配置されている。
【００２４】
　走査ガントリ２の各部について説明する。
　Ｘ線管２０はＸ線発生装置であり、たとえば、回転陽極型であり、管電流値に応じてＸ
線を照射する。Ｘ線管２０は、中央処理装置３０からの制御信号に基づいて、所定強度の
Ｘ線を被検体の撮影領域にコリメータ２２を介して照射する。Ｘ線管２０から放射された
Ｘ線は、コリメータ２２によって、たとえば、コーン状に成形され、Ｘ線検出器２３に照
射される。そして、Ｘ線管２０は、被検体の周囲のビュー方向からＸ線を被検体に照射す
るために、回転部２７によって被検体の体軸方向ｚが軸になるように被検体の周囲を回転
する。つまり、Ｘ線管２０は、被検体搬送部４が被検体を撮影空間２９内で移動する方向
に沿った軸を中心にして、被検体の周囲を旋回する。そして、本実施形態においては、Ｘ
線管２０は後述する操作コンソール３の中央処理装置３０における管電流調整部４０が、
被検体搬送部４により水平方向に移動される被検体のスピードに応じて調整した管電流値
に基づいて、Ｘ線を照射する。
【００２５】
　コリメータ２２は、図２に示すように、Ｘ線管２０とＸ線検出器２３との間に配置され
ている。コリメータ２２は、Ｘ線管２０から照射されたＸ線をそれぞれの方向において遮
ってコーン状に成形し、Ｘ線の照射範囲を調整する。
【００２６】
　Ｘ線検出器２３は、Ｘ線管２０から照射され被検体を透過するＸ線を検出し、被検体の
投影データを生成する。Ｘ線検出器２３は、Ｘ線管２０と共に、回転部２７によって被検
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体の周囲を回転する。そして、被検体の周囲から照射され、被検体を透過するＸ線を検出
して投影データを生成する。
【００２７】
　また、Ｘ線検出器２３は、複数の検出素子からなっている。Ｘ線検出器２３は、回転部
２７によってＸ線管２０が被検体の体軸方向ｚが軸になるように被検体の周囲を回転する
回転方向に沿ったチャネル方向と、Ｘ線管２０が回転部２７によって回転する際に中心軸
となる回転軸方向に沿った列方向とに検出素子がアレイ状に２次元的に配列されている。
Ｘ線検出器２３は、２次元的に配列された複数の検出素子によって、凹曲面状に湾曲した
面を形成している。
【００２８】
　Ｘ線検出器２３を構成する検出素子は、たとえば、検出したＸ線を光に変換するシンチ
レータと、シンチレータが変換した光を電荷に変換するフォトダイオードとを有し、Ｘ線
検出器２３は固体検出器として構成されている。なお、検出素子は、これに限定されるも
のではなく、たとえば、カドミウム・テルル（ＣｄＴｅ）等を利用した半導体検出素子、
あるいはキセノン（Ｘｅ）ガスを利用した電離箱型の検出素子であって良い。
【００２９】
　データ収集部２４は、Ｘ線検出器２３からの投影データを収集するために設けられてい
る。データ収集部２４は、Ｘ線検出器２３のそれぞれの検出素子が検出した投影データを
収集して、操作コンソール３の中央処理装置３０に対して出力する。
【００３０】
　Ｘ線コントローラ２５は、中央処理装置３０からの制御信号に応じて、Ｘ線管２０に制
御信号を出力し、Ｘ線の照射を制御する。Ｘ線コントローラ２５は、たとえば、Ｘ線管２
０の管電流や照射時間などを制御する。
【００３１】
　コリメータコントローラ２６は中央処理装置３０からの制御信号に応じてコリメータ２
２に制御信号を出力し、Ｘ線管２０から放射されたＸ線を成形するようにコリメータ２２
を制御する。
【００３２】
　回転部２７は、図１に示すように、円筒形状であり、内部に撮影空間２９が形成されて
いる。回転部２７は、ガントリコントローラ２８からの制御信号ＣＴＬ２８に応じて、撮
影空間２９内における被検体の体軸方向ｚを中心に、被検体の周囲を回転する。回転部２
７には、Ｘ線管２０とＸ線管移動部２１とコリメータ２２とＸ線検出器２３とデータ収集
部２４とＸ線コントローラ２５とコリメータコントローラ２６とが搭載されており、撮影
空間２９に搬入される被検体と各部との位置関係が回転方向にて相対的に変化する。
【００３３】
　回転部２７が回転することによって、被検体の周囲から複数のビュー方向ごとにＸ線管
２１がＸ線を被検体に照射することが可能になり、被検体を透過したＸ線をＸ線検出器２
３がそれぞれのビュー方向ごとに検出することが可能になる。また、回転部２７は、ガン
トリコントローラ２８からの制御信号に応じてチルトする。回転部２７は、撮影空間２９
のアイソセンタを中心に体軸方向ｚに沿うように傾斜する。
【００３４】
　ガントリコントローラ２８は、図１に示すように、操作コンソール３の中央処理装置３
０による制御信号に基づいて、回転部２７に制御信号を出力し、回転部２７を回転および
チルトするように制御する。
【００３５】
　操作コンソール３について、説明する。
　操作コンソール３は、図１に示すように、中央処理装置３０と、入力装置３１と、表示
装置３２と、記憶装置３３とを有する。
【００３６】
　中央処理装置３０は、たとえば、コンピュータによって構成されており、図１に示すよ
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うに、管電流調整部４０と、制御部４１と、画像生成部６１とを有する。
【００３７】
　管電流調整部４０は、後述する被検体搬送部４のテーブル部の移動速度に基づいて、Ｘ
線管２０に供給する管電流値を調整する。ここでは、まず、管電流調整部４０は、テーブ
ル部が被検体の体軸方向ｚに沿った水平方向に移動させる際に、Ｘ線管２０に供給する管
電流値を調整する。具体的には、テーブル部が早い速度で移動する場合には、高い管電流
値でＸ線管２０が駆動するように調整し、遅い速度で移動する場合には、早い速度の場合
よりも、低い管電流値でＸ線管２０が駆動するように調整する。
【００３８】
　制御部４１は、各部を制御するために設けられている。たとえば、制御部４１は、オペ
レータにより入力装置３１に入力されたスキャン条件を受け、そのスキャン条件に基づい
て、制御信号ＣＴＬ３０ａを各部に出力し、スキャンを実行させる。
【００３９】
　具体的には、制御部４１は、被検体搬送部４に制御信号ＣＴＬ３０ｂを出力し、被検体
搬送部４に被検体を撮影空間２９へ搬送させて移動させる。そして、制御部４１は、ガン
トリコントローラ２８に制御信号を出力して、走査ガントリ２の回転部２７を回転させる
。そして、制御部４１は、Ｘ線管２０からＸ線を照射するように、制御信号をＸ線コント
ローラ２５に出力する。ここでは、制御部４１は、前述のように管電流調整部４０が調整
した管電流値をＸ線管２０に供給するように、Ｘ線コントローラ２５を制御する。そして
、制御部４１は、制御信号をコリメータコントローラ２６に出力し、コリメータ２２を制
御してＸ線を成形する。また、制御部４２は、制御信号ＣＴＬ３０３をデータ収集部２４
に出力し、Ｘ線検出器２３の検出素子が得る投影データを収集するように制御する。
【００４０】
　画像生成部６１は、前述の走査ガントリ２のデータ収集部２４が収集した投影データに
基づいて、被検体の断層面の画像を再構成する。画像生成部６１は、たとえば、ヘリカル
スキャンによる投影データに対して、感度補正、ビームハードニング補正などの前処理を
実施後、フィルタ処理逆投影法によって再構成を行い、被検体の断層面の画像を再構成し
て生成する。
【００４１】
　操作コンソール３の入力装置３１は、たとえば、キーボードやマウスなどの入力デバイ
スにより構成されている。入力装置３１は、オペレータの入力操作に基づいて、スキャン
条件や被検体の情報などの各種情報を中央処理装置３０に入力する。
【００４２】
　ここで、本発明の放射線撮影装置は、往復（複数回）のヘリカルスキャンを行う場合の
スキャンプロトコルの設定条件をオペレータが入力装置３１を操作することによって入力
できるものである。
　スキャンプロトコルは、例えば被検体のスライス位置、スライス厚、スライス開始位置
、スライス終了位置、Ｘ線管とＸ線検出器の回転速度、テーブル部の移動速度及び移動方
向などがある。
【００４３】
　すなわち、本発明の放射線撮影装置において上記のようなスキャンプロトコルを得るた
めの設定条件として、たとえば以下で説明するように本発明の放射線撮影装置におけるス
キャンプロトコルを決定するために最も基本的な設定条件となる、被検体においてヘリカ
ルスキャンを行う範囲、ヘリカルスキャンを行う回数、及び、ヘリカルスキャンを行う時
間がある。
【００４４】
　またその他に、往復のヘリカルスキャンを行うためのスキャンプロトコルを得るための
補助的な設定条件として、以下で説明するように、Ｘ線検出器２３とＸ線管２０が格納さ
れた回転部２７が被検体の周囲を回転する周期、ヘリカルピッチ、被検体搬送部４の加速
度・減速度、被検体搬送部４の移動の方向の態様、Ｘ線の照射停止のコマンドなどがある
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。
【００４５】
　本発明の放射線撮影装置では、上記の基本的な設定条件や補助的な設定条件について入
力装置３１を構成するキーボードやマウスなどの入力デバイスをオペレータが操作し中央
処理装置３０へ入力することにより、スキャンプロトコルが得られるようにしている。
【００４６】
　さらに、オペレータが、キーボードやマウスなどの入力デバイスを操作する際は、以下
の表示装置３２に表示される内容と、オペレータによる入力デバイスへの入力動作の表示
とが連動するグラフィック・ユーザー・インターフェイスとすると、オペレータの操作上
好適となる。
【００４７】
　すなわち、表示装置３２に上記の設定条件を表示するアイコンを、オペレータによる入
力装置３１の操作にしたがって順次表示させていくようなプログラムを中央処理装置３０
に接続する記憶装置３３に格納させる。その場合、オペレータは、放射線撮影装置を操作
するために入力装置３１の操作を行っていくと、入力すべき設定条件を表示するアイコン
が表示装置３２に順次表示される。そうすると、オペレータはそのアイコンの表示を頼り
ながら、設定条件を入力するためのキーボードやマウスなどの入力デバイスを操作できる
ようになる。これにより、オペレータは入力デバイスの操作においてわかりやすく行うこ
とができる。
【００４８】
　表示装置３２は、たとえば、ＣＲＴを含み、中央処理装置３０からの指令に基づき、画
像生成部６１が再構成した被検体の断層面の画像を画面に表示する。また、表示装置３２
は、入力装置３１の操作にしたがって設定条件を表示するアイコンを順次表示させるよう
にする。
　さらに表示装置３２は、被検体搬送部４によって被検体が移動する方向に沿った断面に
ついて画像生成部６１が再構成した被検体の画像を表示する。たとえば、表示装置３２は
、造影剤が注入された被検体のコロナル面の画像をリアルタイムに画面に表示する。
【００４９】
　記憶装置３３は、メモリにより構成されており、画像生成部６１が再構成した被検体の
画像などの各種のデータや、プログラムなどを記憶する。記憶装置３３は、その記憶され
たデータが必要に応じて中央処理装置３０にアクセスされる。
【００５０】
　なお、上記の本実施形態におけるＸ線ＣＴ装置１は、本発明の放射線撮影装置に相当す
る。また、本実施形態における走査ガントリ２は、本発明のスキャン部に相当する。また
、本実施形態における表示装置３２は、本発明の表示部に相当する。また、本実施形態に
おける被検体搬送部４は、本発明のテーブル部に相当する。
【００５１】
　本実施形態のＸ線ＣＴ装置１を用いて被検体を撮影する際の動作について説明する。
　ここで、図３においてＸ線ＣＴ装置１の主要な動作ＳＴ１～ＳＴ６を示したフローチャ
ートを併用して参照しながら、被検体を撮影する際の動作の説明を行う。
【００５２】
　まず、図２において示された被検体搬送部４上の被検体７について往復のヘリカルスキ
ャンを行う範囲をＸ線ＣＴ装置１のオペレータが決定する。例えば、図２において往復の
ヘリカルスキャンを行う範囲をＡ点からＢ点の間とする。
【００５３】
　オペレータが往復のヘリカルスキャンを行う範囲を決定した後、オペレータは、操作コ
ンソール３の入力装置３１を構成するキーボードやマウスを操作して、Ａ点とＢ点の位置
データを入力する。すなわち、図３に示したように、スキャン範囲入力（ＳＴ１）を行う
。
【００５４】
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　次に、スキャン部がＡ点からＢ点の間の被検体７について往復のヘリカルスキャンを行
う回数をオペレータが決定し、その回数のデータを操作コンソール３の入力装置３１を構
成するキーボードやマウスを操作して入力する。図３においては、スキャン回数入力（Ｓ
Ｔ２）が対応する。
【００５５】
　なお、被検体７に造影剤を投与する場合、Ａ点からＢ点の範囲の被検体７に満遍なく造
影剤が行き渡るのには所定の時間が必要である。その時間は、造影剤の種類や量によって
異なるが、過去の撮影実績により大まかに既知となっている。
【００５６】
　ここで例えば、被検体７に造影剤を投与して撮影を行う場合は、造影剤がＡ点からＢ点
の範囲の被検体７に満遍なく行き渡るまでの時間中は、ヘリカルスキャンを複数回行う必
要がある。そこで、オペレータは、往復のヘリカルスキャンを行う総時間の指定をする。
往復のヘリカルスキャンを行う総時間のデータについても、操作コンソール３の入力装置
３１を構成するキーボードやマウスを操作することにより入力する。図３においては、ス
キャン総時間入力（ＳＴ３）が対応する。
【００５７】
　ヘリカルスキャンを複数回行う場合、全回のヘリカルスキャンの総時間は、各回のヘリ
カルスキャンを行うために必要な時間とヘリカルスキャンを行う回数の積で決定される。
全回のヘリカルスキャンの総時間の計算は、Ｘ線ＣＴ装置１の中央処理装置３０が行う。
【００５８】
　ここで、全回のヘリカルスキャンの総時間が、造影剤がＡ点からＢ点の範囲の被検体に
満遍なく行き渡るのに必要な時間（上記オペレータが指定したヘリカルスキャンを行う総
時間）と異なる場合もある。そのような場合もあるため、Ｘ線ＣＴ装置１の中央処理装置
３０は、図３のフローチャートに示したように、全回のヘリカルスキャンの総時間とヘリ
カルスキャンを行う総時間との比較を行う（ＳＴ４）。
【００５９】
　比較の結果、全回のヘリカルスキャンの総時間がヘリカルスキャンを行う総時間と異な
る場合、上記指定したヘリカルスキャンを行う総時間を全回のヘリカルスキャンの総時間
よりも優先させる。言い換えれば、ヘリカルスキャンの総時間がヘリカルスキャンの回数
よりも優先されることになる。
【００６０】
　具体的には、Ｘ線ＣＴ装置１の中央処理装置３０により計算された全回のヘリカルスキ
ャンの総時間がＳＴ３において入力されたヘリカルスキャンの総時間よりも長い場合は、
図３のフローチャートに示したように、Ｘ線ＣＴ装置１により行われるヘリカルスキャン
は、ヘリカルスキャンの総時間の時間分だけ行われる（ＳＴ５）。
【００６１】
　また、Ｘ線ＣＴ装置１の中央処理装置３０により計算された全回のヘリカルスキャンの
総時間がＳＴ３において入力されたヘリカルスキャンの総時間よりも短い場合は、図３の
フローチャートに示したように、Ｘ線ＣＴ装置１により行われるヘリカルスキャンは、全
回のヘリカルスキャンの総時間の時間分だけ行われる（ＳＴ６）。
【００６２】
　ＳＴ６において、各回のヘリカルスキャンの時間が長いと複数回行われるヘリカルスキ
ャンのうち、最後の方に行われるヘリカルスキャンが行われなくなる場合がある。しかし
、ヘリカルスキャンを行う総時間を基準にしてヘリカルスキャンが行われるため、Ａ点か
らＢ点の範囲の被検体７に造影剤が行き渡って撮影に適した時間内でヘリカルスキャンを
実行することができるようになる。
【００６３】
　すなわち、オペレータは被検体７の状態に柔軟に対応させた往復のヘリカルスキャンを
Ｘ線ＣＴ装置１に対して実行させることができるようになる。言い換えれば、Ａ点からＢ
点の範囲が広い場合は、オペレータはヘリカルスキャンを行う総時間を長く設定すること
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ができるし、Ａ点からＢ点の範囲が狭い場合は短く設定することができる。さらに、造影
剤の被検体７内での拡散が遅い場合には、ヘリカルスキャンを行う総時間を長く設定する
ことができるし、拡散が早い場合には短く設定することができる。
【００６４】
　以上の入力装置３１に入力された往復のヘリカルスキャンを行う被検体７のＡ点とＢ点
の位置データ、ヘリカルスキャンを行う回数データ、ヘリカルスキャンを行う総時間のデ
ータは、記憶装置３３内に一時的に記憶される。そして記憶されたこれらのデータは、Ｘ
線ＣＴ装置１の走査ガントリ２がヘリカルスキャンの制御を行うために、中央処理装置３
０の処理に使用される。
【００６５】
　なお、ヘリカルスキャンを行う総時間のデータが記憶装置３３内に一時的に記憶された
場合は、各回のヘリカルスキャンを行うために必要な時間が分かれば、ヘリカルスキャン
を行う回数を中央処理装置３０が計算することができる。そして、計算されたヘリカルス
キャンを行う回数を表示装置３２に表示させることができる。計算されたヘリカルスキャ
ンを行う回数を表示装置３２に表示させる動作は、図３に示したフローチャートのＳＴ４
，ＳＴ５，ＳＴ６の動作が行われている際に実行させることができる。
【００６６】
　また、ヘリカルスキャンを行う回数のデータが記憶装置３３内に一時的に記憶された場
合は、複数回のヘリカルスキャンを行う総時間が分かれば、各ヘリカルスキャンに必要な
時間を中央処理装置３０が計算することができる。そして、計算された各ヘリカルスキャ
ンに必要な時間を表示装置３２に表示させることができる。計算された各ヘリカルスキャ
ンに必要な時間を表示装置３２に表示させる動作は、図３に示したフローチャートのＳＴ
４，ＳＴ５，ＳＴ６の動作が行われている際に実行させることができる。
【００６７】
　なお、往復のヘリカルスキャンを行う場合のＸ線検出器２３とＸ線管２０が格納された
回転部２７が被検体の周囲を回転する周期や、ヘリカルピッチなどの条件は特に本実施形
態では任意となっている。もちろん、これらの条件は入力装置３１を操作することにより
変更することができる。そして、これらの条件が変更された場合は、ヘリカルスキャンを
行う回数や各ヘリカルスキャンに必要な時間は中央処理装置３０に再計算させることがで
き、再計算されたヘリカルスキャンを行う回数や各ヘリカルスキャンに必要な時間につい
ては、表示装置３２に改めて表示させることもできる。再計算されたヘリカルスキャンを
行う回数や各ヘリカルスキャンに必要な時間について表示装置３２に改めて表示させる動
作は、図３に示したフローチャートのＳＴ４，ＳＴ５，ＳＴ６の動作が行われている際に
実行させることができる。
【００６８】
　図１に示した、Ｘ線ＣＴ装置１において被検体の往復のヘリカルスキャンを行う場合は
、被検体搬送部４（テーブル部）が被検体を支持し、その被検体搬送部４を撮影空間２９
へ搬送させて移動させる。
【００６９】
　このとき、図２に示された被検体搬送部４が被検体７の体軸方向ｚに沿った水平方向に
移動することにより、Ａ点からＢ点の範囲の被検体にＸ線管２０によりＸ線が照射される
。
【００７０】
　なお、被検体搬送部４が移動を開始する際において、オペレータが被検体搬送部４の加
速度のデータを操作コンソール３の入力装置３１を構成するキーボードやマウスを操作し
て入力できるようにする。そして、被検体搬送部４が移動を終了する際において、オペレ
ータが被検体搬送部４の減速度のデータを操作コンソール３の入力装置３１を構成するキ
ーボードやマウスを操作して入力できるようにする。
　加速度のデータの入力は、例えば、図３に示したフローチャートのＳＴ２又はＳＴ３の
入力が行われた後に行うことができる。
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【００７１】
　入力された被検体搬送部４の加減速のデータは、記憶装置３３内に一時的に記憶される
。そして記憶されたこれらのデータは、Ｘ線ＣＴ装置１の走査ガントリ２が被検体搬送部
４を移動させることにより、往復のヘリカルスキャンの制御を行う際に、制御部４１の処
理に使用される。
【００７２】
　被検体搬送部４が移動する際の加減速度のデータをオペレータが入力装置３１に入力で
きるようにすれば、図３に示したフローチャートのＳＴ５又はＳＴ６のヘリカルスキャン
の動作において、制御部４１によって被検体の状態に合わせた最適な被検体搬送部４の移
動の制御が行われる。すなわち、被検体７たる患者の健康状態次第で、被検体搬送部４の
移動の加減速度を緩やかに設定することもでき、患者の被検体搬送部４上における乗り心
地が良くなるような被検体搬送部４の移動も可能となる。
【００７３】
　図３に示したフローチャートのＳＴ５又はＳＴ６のヘリカルスキャンの動作において、
図２に示された被検体搬送部４が被検体７の体軸方向ｚに沿った水平方向に移動すること
により、Ａ点からＢ点の範囲の被検体にＸ線管２０によりＸ線が照射される際、各回のヘ
リカルスキャンは、Ａ点またはＢ点の位置から開始される。
【００７４】
　Ａ点の位置からヘリカルスキャンが開始される場合は、図２において被検体搬送部４が
被検体７の体軸方向ｚの（－）の方向へ移動し、Ｘ線管２０がＢ点の位置に到達すると、
被検体搬送部４の移動が終了する。
【００７５】
　Ｂ点の位置からヘリカルスキャンが開始される場合は、図２において被検体搬送部４が
被検体７の体軸方向ｚの（＋）の方向へ移動し、Ｘ線管２０がＡ点の位置に到達すると、
被検体搬送部４の移動が終了する。
【００７６】
　被検体搬送部４が被検体７の体軸方向ｚへ移動する方向が（＋）であるのか又は（－）
であるのかについては、オペレータが決定することができる。オペレータが、被検体搬送
部４の移動の方向を決定した場合には、操作コンソール３の入力装置３１を構成するキー
ボードやマウスを操作して当該方向のデータを入力する。なお、被検体搬送部４の移動の
方向のデータの入力は、ヘリカルスキャンの開始前であってもよいし、開始後であっても
よい。
【００７７】
　すなわち、被検体搬送部４の移動の方向のデータの入力は、図３に示したフローチャー
トのＳＴ２又はＳＴ３において、スキャン回数入力やスキャン総時間入力の際に行うこと
もできるし、ＳＴ５又はＳＴ６のヘリカルスキャンの動作が実際に始まった後に行うこと
もできる。
【００７８】
　入力された被検体搬送部４の移動の方向のデータは、記憶装置３３内に一時的に記憶さ
れる。そして記憶されたデータは、Ｘ線ＣＴ装置１の走査ガントリ２が被検体搬送部４を
移動させることにより、ヘリカルスキャンの制御を行う際に、制御部４１の処理に使用さ
れる。
【００７９】
　ヘリカルスキャンは、被検体搬送部４が体軸方向ｚに移動することにより行われるが、
複数回のヘリカルスキャンを行う場合、例えば、所定の回数目のヘリカルスキャンにおい
て被検体搬送部４の移動の方向が（＋）であったときに、次の回のヘリカルスキャンにお
いて被検体搬送部４の移動の方向が（－）である場合と、（＋）である場合もある。
【００８０】
　ここで、被検体搬送部４の移動の方向が（＋）である所定の回数目のヘリカルスキャン
が終了し、その次の回のヘリカルスキャンを行う際の被検体搬送部４の移動の方向が（－
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）である場合には、Ｘ線管２０のＸ線の照射を止めることなく被検体搬送部４の移動の方
向を逆転して、その次の回のヘリカルスキャンを行うことができる。
【００８１】
　しかし、その次の回のヘリカルスキャンを行う際の被検体搬送部４の移動の方向も（＋
）である場合には、その次の回のヘリカルスキャンを開始するためには、被検体搬送部４
の移動の方向を逆転して、被検体搬送部４の位置をその前の回のヘリカルスキャンを開始
する位置と同じ位置にまで移動し直さなければならない。
【００８２】
　被検体搬送部４の位置の移動し直しの際に、Ｘ線管２０のＸ線の照射を行ったままにし
た場合は、投影データの生成に必要でない被検体を透過するＸ線をもＸ線検出器２３が検
出することになる。そこで、被検体搬送部４の移動のし直しの際には、Ｘ線管２０のＸ線
の照射を停止させることもできる。これにより、投影データの生成に不要なＸ線をＸ線検
出器２３が検出することがなくなるばかりか、被検体７の被爆量を少なくすることができ
る。
【００８３】
　こうしたＸ線の照射の停止の制御をヘリカルスキャンにおいて行わせるためには、オペ
レータが、入力装置３１を操作して、ヘリカルスキャンの途中でＸ線の照射の停止させる
コマンドを入力することができる。かかるコマンドの入力は、図３に示したフローチャー
トのＳＴ２又はＳＴ３において、スキャン回数入力やスキャン総時間入力の際に行うこと
ができる。
【００８４】
　入力されたＸ線の照射の停止させるコマンドのデータは、記憶装置３３内に一時的に記
憶される。そして記憶されたデータは、Ｘ線ＣＴ装置１の走査ガントリ２が被検体搬送部
４を移動させることにより、ヘリカルスキャンの制御を行う際に、制御部４１の処理に使
用される。これにより、被検体搬送部４の位置の移動し直しの際にＸ線管２０からＸ線が
照射されないようにすることができる。
【００８５】
　以上説明したＸ線ＣＴ装置１がヘリカルスキャンは、被検体搬送部４が被検体７の体軸
方向ｚへ移動することによって実行されていた。しかし、被検体搬送部４を移動させる代
わりに、走査ガントリ２を被検体７の体軸方向ｚへ移動させることによって往復のヘリカ
ルスキャンを実行させるようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明にかかる実施形態におけるＸ線ＣＴ装置の全体構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明にかかる実施形態のＸ線ＣＴ装置の走査ガントリにおいて、Ｘ線管とコリ
メータとＸ線検出器との配置関係を示す図である。
【図３】本発明にかかる実施形態におけるＸ線ＣＴ装置の主要な動作を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００８７】
　１ … Ｘ線ＣＴ 装置（放射線撮影装置）、　２ … 走査ガントリ（スキャン部）、３ 
… 操作コンソール、　４ … 被検体搬送部、　２０ … Ｘ線管、　２１ … Ｘ線管移動
部、　２２ … コリメータ、　２３ … Ｘ線検出器、　２４ … データ収集部、　２５ 
… Ｘ線コントローラ、　２６ … コリメータコントローラ、　２７ … 回転部、　２８ 
… ガントリコントローラ、　２９ … 撮影空間、　３０ … 中央処理装置、　３１ … 
入力装置、　３２ … 表示装置（表示部）、　３３ … 記憶装置、　４０ … 管電流調整
部、　４１ … 制御部、　６１ … 画像生成部、７…被検体
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